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発明の概要 【課題】 
波⻑を上回る厚さのある標本でも、⼲渉像に位相の⾶びが起こらない位相差⼲渉顕
微装置を提供する。 
【解決⼿段】 
光源１１０で発⽣させた光６００を分割⽤ビームスプリッタ２５０で照明光６１
０と参照光６４０に分割する発⽣光学系２００と、照明光６１０を被検体１３０に
照射する照明光学系３００と、照明光６１０のうち被検体１３０を透過した透過光
６２０と被検体１３０から出た物体光６３０をレンズ４１０でフーリエ変換し、空
間光変調器４２０で被検体１３０の空間周波数スペクトルに対して位相変化を与
え、再度レンズ４３０、４４０、４６０でフーリエ変換した上で、合成⽤ビームス
プリッタ４７０を介して受光素⼦１４０に照射する測定光学系４００と、参照光６
４０を合成⽤ビームスプリッタ４７０で透過光６２０及び物体光６３０と合成さ
せる参照光学系５００と、受光素⼦１４０で取得した光を画像処理して可視化する
制御処理系７００とを備える。 
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